Karta Modulu Ksztalcenia

Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa im. Witelona w Legnicy
Wydzial Nauk Technicznych i Ekonomicznych

Kierunek studiow:

Zarzadzanie i Inzynieria Produkcji

Poziom ksztalcenia:

Studia pierwszego stopnia

Profil ksztalcenia:

Praktyczny

Forma studiéw:

Stacjonarne, niestacjonarne

Nazwa modutu ksztalcenia:

Podstawy metrologii

Rodzaj modutu ksztalcenia:

Obowigzkowy

Sposob realizacji modutu:

Zajgcia kontaktowe

Rok studiow Semestr ECTS Formy zajgc¢ i liczba Studia Studia
godzin w planie studiow | stacjonarne | niestacjonarne
2 3 3 wyklad 15 12
¢wiczenia 15 12

Cele ksztalcenia:
Cell: Zapoznanie studentéw z podstawami nauki o pomiarach, metodach i technikach pomiarowych.
Cel2: Analiza btgdow i szacowanie niepewno$ci pomiarowych
Cel3: Podstawowe umiejetnosci doboru przyrzadéw pomiarowych i tworzenia toru pomiarowego dla
wybranych uktadow technicznych;

Wymagania wstepne w zakresie wiedzy, umiejetnosci i kompetencji spolecznych:
Kurs ogolny fizyki i matematyki.

Efekty uczenia w zakresie wiedzy, umieje¢tnosci i kompetencji spolecznych:

Kod efektu | Zakres efektu Opis efektu
Posiada wiedz¢ o metodach i technikach pomiarowych wybranych wielkosci
EK1 Wiedza fizycznych i ich jednostkach, potrafi dobra¢ wtasciwa do potrzeb metodg
pomiaru.
EK2 Umiejetnodci POtI‘é.lfi. oszac.zovrvaé niep§wn0éci W.ynik.()w uzyskanych pomiaréw i opracowac
wyniki pomiaréw stosujac odpowiednie metody statystyczne.
Ma $wiadomo$¢ ztozonosci proceséw zachodzacych w technice, polegajaca
EK3 Kompetencje | na tym, ze nasza wiedza jako$ciowa i ilosciowa opiera si¢ na liczbowym
przedstawieniu niektorych wielkos$ci opisujacych nasz $wiat.

TreSci programowe:

Forma zaj¢¢: wyktad

Liczba godzin

Kod Tematyka zaj¢c studia _ studia
stacjonarne | niestacjonarne

Pomiar jako zrédto informacji. Opis struktury funkcjonalnej i

wl ) ) ; . 2 2
zasady dzialania przyrzadow pomiarowych.
Podstawowe parametry przyrzadow pomiarowych. Bledy
pomiarowe - zrodla i przyczyny powstawania btgdow.

w2 Klasyfikacja btedow pomiarowych. Btad bezwzgledny i 2 2
wzgledny, klasa przyrzadu pomiarowego. Bledy systematyczne
i przypadkowe, prawo propagacji bledow.
Niepewnos$¢ pomiarowa - sposoby obliczania i oceny.

w3 Statystyczna analiza wynikow pomiaréw. Rodzaje, klasyfikacja 2 2
i podstawowe parametry sygnatow pomiarowych.
Przetwarzanie sygnatow A/C - C/A: dyskretyzacja,

w4 ; . . ; 2 1
probkowanie, kwantowanie, kodowanie.

w5 Metrologia wielko$ci geometrycznych. 2 1
Techniki pomiaru: sity i naprg¢zenia, ci$nienia, temperatury,

w6 wielkosci mechanicznych. Predkos¢, droga, przys$pieszenie w 2 2
ruchu liniowym i obrotowym.
Techniki pomiaru wybranych wielkos$ci cieplnych, $wietlnych,

w7 . 3 2
elektrycznych, chemicznych.




Forma zajeé: éwiczenia Liczba godzin
Kod Tematyka zaj¢c studia _ studia
stacjonarne | niestacjonarne
cwl Pomiary, niepewno$ci pomiarowe przyrzadéw analogowych . 3 2
w2 Niepewnosci pomiaréw przyrzadami cyfrowymi. 3 2
w3 Analiza niepewnosci w pomiarach wielokrotnych. 3 2
cw4 Wyznaczanie niepewnos$ci w pomiarach posrednich. 2 2
EwS Metrologia prawna, legalizacja, uwierzytelnianie przyrzadow. 2 2
Ewo Kolokwium zaliczeniowe. 2 2

Metody ksztalcenia (narzedzia dydaktyczne):
MK1: Wyktad multimedialny;
MK2: Wyktad z dyskusja;
MK3: Cwiczenia problemowe z obliczeniami;
MK4: Praca z pomocami dydaktycznymi, eksponatami, modelami fizycznymi.

Zasady oceniania zaje¢:
Ogdlne zasady zaliczania zajec
Zaliczenie zaje¢ moze odbywac si¢ zarowno w formie pisemne;j jak i ustnej. Praca pisemna powinna by¢
udostepniona studentowi na jego zyczenie, a prowadzacy musi ja przechowywac przez okres jednego roku

lub

do zaliczenia kierunkowego efektu ksztatcenia.

Warunki otrzymania oceny pozytywnej:
Student powinien
przynajmniej dostatecznie poznaé i zrozumie¢ podstawowa wiedzg zawartga w literaturze podstawowej

Iub innej formie dostgpnej w wyniku aktywnych form zajee,

przynajmniej dostatecznie opanowaé¢ wszelkie umiej¢tnosci przewidziane programem przedmiotu,
wykazaé przynajmniej dostateczng umiej¢tno$é obserwowania i analizowania otaczajacych zjawisk,
zwlaszcza tych, z ktorymi jako absolwent bgdzie miat stycznos¢ w praktycznej dziatalnosci,
sprosta¢ wymaganiom przewidzianym dla uzyskania zaliczenia z form towarzyszacych przed

zaliczeniem formy wiodacej oraz modutu.

Kryteria oceniania:
Prowadzacy ustala kryteria oceniania i przedstawia studentom na pierwszych zaj¢ciach. Zasady zaliczenia
sa zgodne z Regulaminem Studiow; w szczegolnosci musi by¢ spelniony wymog dotyczacy stopnia
opanowania programu: 50-59% - ocena dostateczna, 60-69% - ocena dostateczna plus, 70-79% - ocena
dobra, 80-89% - ocena dobra plus, powyzej 90% - ocena bardzo dobra.

Sposob weryfikacji efektow uczenia:
Ocena podsumowujqca:

Wyktad:
OP1: test pisemny.

Cwiczenia:

OP2: 2 testy pisemne;
OP3: ocena z pracy i aktywnoS$ci w laboratorium.

Calkowity naklad pracy studenta:

Naktad pracy studenta S:tud1a . Stu.dla
stacjonarne | niestacjonarne

Laczna liczba godzin pracy studenta: 75
Liczba godzin kontaktowych (realizowana podczas zajgc): 30 24
Lif:z"ba godzin po$wigconych na samoksztalcenie oraz przygotowanie do 30 36
zajec:
Lijciba godzin poswigconych na przygotowanie do zaliczenia modutu: 15 15
Laczna liczba punktéw ECTS: 3
Liczba punktow ECTS przypadajaca na zajgcia kontaktowe (1): 2 1
Procent programu modutu realizowany podczas zaj¢¢ z nauczycielem (2): 40% nie dotyczy

(1) Nalezy podac¢ catkowitg liczbg punktow ECTS.
(2) Dotyczy tylko studiéw stacjonarnych; minimalna warto$¢ jest rowna udzialowi liczby godzin kontaktowych w




tacznej

liczbie godzin pracy studenta.

Tabela odniesien dla modulu ksztalcenia:

Efekt Odniesienie Cele Tresci Metody Sposob weryfikacji
. do efektu . . X .
uczenia . ksztatcenia programowe ksztatcenia efektow uczenia
kierunkowego
EK1 KILT U19 Cl1, C3 wl-w3 mk1-mk4 opl-op3
EK2 KILT U08 Cl, C2 w4-w5 mk1-mk4 opl-op3
EK3 KILT W06 C3 w6-w7 mk1-mk4 opl-op3

Literatura podstawowa:
1. Praca zbiorowa: Poradnik metrologa warsztatowego. WNT, Warszawa 1973.
2. Jakubiec W., Malinowski J.: Metrologia wielko$ci geometrycznych. WNT, Warszawa 2004.
3. Beveridge W.J.B., Sztuka badan naukowych. PZWL, Warszawa 1960.

Literatura uzupehiajaca:

1. Nowicki B., Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatosc i falistos¢ powierzchni. WNT,
Warszawa 1991.

Nazwiska os6b prowadzacych modul: dr inz. Tomasz Stechnij

Autor programu: dr inz. Tomasz Stechnij



